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测量

个夬速测量的七个技巧
一

台高性能的测量机足执行快速 ． 高效测量的前提条件 。 然而 ， 许多操作 人 员并没有

使他们的三坐 测量机达到最高的效率 。 来 自 德国Ｋ域销售部的 Ｎ ａ ｄ ｉ ｎ ｅＳ ｃ ｈｗ ａ ｂ 想出 了七

个测量技巧 ， 以帮助三坐标测量机的用户提高机器的利用率 。

更多精彩清扫描二维码

技巧 １ 使用更 ＩＩ Ｉ］稳定的测 Ｉ ｔｌ

■

系 长杆较高的扫描速度会明显增加 引 发探

统提高测 Ｉ量速度针系统变形的弯曲力 ， 因此 ， 这类具有很

按照 Ｎａｄ ｉｎｅＳ ｃｈｗａｂ 的方法 ， 使用合好刚性的 ＺＥ Ｉ Ｓ ＳＴｈｅ ｒｍｏＦ ｉ ｔ 探针系统 ， 在

适的测针系统是迅速完成测量过程的
一

个执行大量的测量工作时就显得尤其重要 。

最重要条件 。 由于轻巧 、 刚性好的测针和以 ８ ｍｍ ／ ｓ 的速度为例 ， 使用钛金属测针

测针加长杆受弯曲或者离心力的负面影响加长杆会产生 ７ ． ３ ｍｍ 的误差 。 但如果测

较小 ， 因 此使用这些产品可以使我们更 量机以 １ ２ ｍｍ／ ｓ 的速度进行扫描 ， 误差则

快 、 更精确地完成测量工作 。 以下举例说 会达到 １ ３ ． ０＿ 。 而在相 同条件下 ， 采用

明了为什么测针的材料是如此重要的
一

个Ｔｈ ｅ ｒｍ ｏ Ｆ ｉ ｔ 碳纤维结合钛合金的测针加长

原因 。 对于测量而言 ， 碳纤维是理想材料 ： 杆 ， 则只有 １ ． ７＿ 或 ２ ．４— 的偏差 。

碳纤賴量轻 ， 具補細抗弯强度 ， 并

且 由于其具有 良好的热稳定性 ， 诸如铝 、 技巧 ２ 金 ｒａ ｕ石测 ｉ ｔｉ

■

缩短停了机

不＿ 、 钢 、

＝＝＾＝＾

法

＾
时间 交

相 比 。
ＺＥ Ｉ Ｓ Ｓ 采用 了特殊的碳纤维 ， 与钛除 了杆 的材料外 ，

Ｓ ｃ ｈｗ ａｂ 还指 出 ，

受弯曲或离心力的影响越小 ， 操作人员就可以

金属适配器相结合 ， 应用于测针及测针加 针尖材料 ， 即在测量过程中滑过工件的材 更快地进行测量
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图 ２ 托盘减少停机时间 ： 当测量机仍在测量时 ， 操作者可以筹划将下图 ３ 夹具安装在
一

个金属框架上
，
也就是说测针可以方便地接近工件 ，

一

组需要测量的工件放到托盘上 。 具有固定的标准球球座的校准托盘和也更容易生成测量程序

球体节省更多时间

料也同样至关重要 。 如果测球是 由红宝石 会保持原有的形状很多年 ， 因此不需要进盘上 ， 有
一

个带球的固定的标准球球座 ，

或氮化硅材料制成的 ， 当它接触到像陶瓷行更换 。 还有不需要进行单点测量 ， 因为如果需要 ， 可 以配备环规和玻璃校准器 。

这类很硬的材料或像铝合金这样很软的对工件的连续扫描不再会对精度产生不利要进行校准时 ， 操作者只需将托盘放置到

材料时 ， 随着时间的推移 ， 其圆度会越来的影响 。 最终结果是提高了工作量 。

”

设备上 ， 然后启动测量程序即可 。 因为所

越差 。 扫描硬的工件会
一

点点地磨损测球 有的校准仪器是托盘的
一

部分 ， 只需几分

的表面 ， 红宝石或氮化桂球会磨掉软质工 技巧 ３ 托盘减少更换时间钟就可以清除这些辅助工具 。

件上的少量材料 ， 然后这些材料会积聚在Ｓ ｃ ｈｗ ａ ｂ 知道 ， 即便使用拥有最合适

测球的表面上。 随着时间 的推移 ， 这两 探针系统的高性能测量机 ， 质量保证也可 技巧 ４ 框架设计的夹具提高了

种效果都会影响测量结果 。 正 因为如此 ， 能成为
一

个瓶颈 。

一个可能的原因是 ， 在检测 Ｉ效率

操作者必须定期 清洁 由 红宝石或氮化硅加载工件时 ， 坐标测量机总是要停几分钟除了使用托盘 ，
Ｓ ｃｈｗ ａ ｂ 也建议要认

制成的测针 ， 当测量极端材料时 ， 还必须的时间 。 不管是
一

系列的手机外壳或传感真考虑工件的装卡方法 。

“

使用标准夹具

经常更换它们 。 而更换测针 ， 再重新测量器 ， 都可能需要几分钟的时间进行加载 ， 进行测量时可以提高检测效率 ， 同时可以

这样 的情况使得测量机不能得到高效地特别是需要在同
一

时间安装多个工件时 。 大量节省筹备阶段的夹具设计和生成测

利用 。 这就是为什么许多操作人员放弃对当 测量不 同 的工件 ， 需要操作者频繁更量程序的时间 。

”

工件进行连续扫描的原因 ； 单点测量意味换夹具时 ， 也会花费大量的时间和精力 。Ｓ ｃ ｈｗ ａ ｂ 指 出 ， 由 于在框架设计 中 ，

着测针损耗的减少 。 然而 ，对比扫描过程 ，

“

托盘是一种简单但会经常被低估的解决工件被固定在金属框架上 ， 因此在这种结

在短时间 内产生大量的测量数据 ， 单点测方案 。

”

Ｓｃｈｗａｂ 说 当测量机正在测量时 ， 构设计 中 的夹具 比立柱式测量更利于执

量不仅会显著放慢测量速度 ， 而且还有操作者可 以将下
一组工件放到测量机外行难度更大的测量 。 框架安装在立柱上 ，

其他的缺点 。 操作人员处于两难的境地 ： 部的托盘上 。 这样完成以后 ， 就很容易将反过来这些再固定在
一

个基板上 。 而使用

他们要么 以较高的工作量为代价捕获较托盘装载到设备上 。

”

我们可 以在几秒钟传统的设备 ， 用于安装工件的每个元器件

少的测量点并接受较大的测量不确定度 ， 之 内正确地定位托盘 ， 不需要进行校准 。 通常都是在其 自 己的立柱上 ， 这些立柱限

要么就是测量很多单点 ， 降低了测量不确比如 ， 通过使用 托盘 ， 操作者可 以节省制 了测针接近工件的能力 ， 对于水平夹紧

定度 ， 但却增加 了测量时间 。 由于每次夹具更换而需要装载和校准产和垂直夹紧也是如此。 测量程序需要考虑

ＺＥ Ｉ Ｓ Ｓ 提供 了
一

种摆脱这种 困境的生的大约 １ ５ｍ ｉ ｎ 的时间 。 如果假设测量 、 此因 素 ， 而在这种新 的框架结构 中通过

方法 ， 这就是具有特制 的金刚石涂层的装载或校准使用 的时间相 同 ， 那么每 台进行对比 ， 可以从各个侧面方便地接近工

Ｄ ｉ ａｍｏｎｄ ｌ Ｓｃａｎ 测针 。 它的优点是什么 ？ 根使用 托盘的测量机可 以测量的工件有两件 ， 因此不仅加快了测量程序的开发 ， 还

本无需对测针针尖进行检查和清洗 ！ 原因倍之多 。 根据 Ｓ ｃｈｗ ａ ｂ 的经验 ， 校准托盘 减少了测量时间的投人 。 该框架结构还有

是不会有材料残留在球的表面 ， 也不会有可 以节省更多 的时间甚至是在第
一

次测
一

个好处 ： 因为夹紧原理所具有的优势 ，

磨损的产生 。
Ｓ ｃｈｗａｂ 解释说 ：

“

因为测针量之前也可 以节省大量时间 。 在这些托基板和 四个立柱不会改变 ， 所以可 以为
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１
图 ４ 如果使用托盘中的集成温度传感器 自动捕获工件温度 ， 对于公司每图 ５ 使用 Ｆ ｉ

ｘＡ ｓ ｓ ｉ ｓ ｔ 探针调整设备 ，
测量工程师可以快速 、 精确地进行探

８ ｈ 轮班
，
可以节省半小时 针调整 、 组装 ， 更高的精度降低了碰撞的风险 ，

同时设置更复杂的测针

系统 ， 意味着每个测量过程可能测量更多的特征

不 同 的工件类型设计相似的夹具 。 这类 任何 中 断 。 但软件还是会评价 、 计算正

咖Ｗ Ｉ Ｗ点 。 Ｗ Ｓ ｃ Ｉｎｖ ａ ｌＷｈ  ．４卜过 ｆＶ：

ｉ Ａ Ｉ］
ｌ糾 １

：

／彳 ｖＬｂ ｔ ｔＷ侧 收 １ Ｈ ｉ ＵｗＴ

Ｑ ｕ ｉ ｃ ｋＣ ｌ ｉ ａ ｎ ｇ ｅ ｊ ｊｉ Ｗ 外
？

个软件功能 ，

技巧 ５ 集成式温度可以捕获节

省时间 推荐使用 这种 用 于复杂工件需要 多 次 测

对于 Ｓ ｃ ｈｗ ａｂ 来说 ， 集成在托盘中的 针更换的软件选项 ：

“

如果使用 ８ 种不同 Ｕ
温度传感器会带来更大效益 。 在测量开的测针系统 ， 该软件可以帮助操作者节省

始时 ， 它 自 动捕 获工件温度 ， 并将此信２ ｍ ｉ ｎ 的时间 。

”

息传递给麵机 。 这位专家解释说 ：

“

操 使用这纖件功能 ， 需要 ｚｅ ｉ ｓｓ 原装 “處
作 员 不再需要乎动加栽传感器或使 用 温 的探针吸盘 ， 这种吸盘的另

－

个优点就是 ，

度测针 ， 这是提高 系列麵效率的
－

个 该软件可通过
－个芯片识别所使用酬针

重要因素 。 让我们 以
一

个 ８ ｈ 轮班制为例 。 系统 。 例如 ， 如果使用 了错误的测针系统 ＊？ ？ ？？？

假设
一

个测量周期需要 １ ５ ｍ ｉｎ
， 其中包括配置 ， 它也可以识别出该错误并通知操作图 ６ 特别是 Ｚ Ｅ Ｉ ＳＳ Ｆ Ｉ

ｙ
Ｓ ｃ ａ ｎ 等软件选项可以减少

１ ｍ ｉｎ 的温度测量 ， 那么总共可以节省半 者 。

“

特别是当需要选择 １ ０ 或 ２０ 种测针
＿

￥＿？＿ ，

过程中快速地在表面上的空间移动
个多小时的时间 。

”

 系统时 ，这有很大的帮助 。

”

Ｓｃｈｗａｂ 说 ，

“

毕

竟 ， Ｓ並撞并不仅仅是消耗测量时间 。

”

技巧 ６ 软件加速测量再进行调整 ， 因此还降低了坐标测量机的

硬件并不是唯
一

影响测量时间的 因 技 １５７ 探针调整装置会使测 ｌ ｉｔ 停机时间 。 操作人员也可以构造更复杂的

素 ， 软件也起着重要作用 。 举例来说 ， 测 系统的构建更 ｆｔＤ容易测针系统 ， 从而在每个测量程序 中测量更

针扫描工件并触及到表面上的凹部 。 在这为 了最大限度地减少测 针与工件之多的特性 ， 这是另
一

个提高效率的方法 。

一点上 ， 典型的程序将是垂直 向上移动间 发生 昂贵和费时的碰撞风险 ，
Ｓ ｃ ｈｗ ａ ｂ所有这些技巧都可 以节省时间 ， 而

并穿过此空间 ， 然后在该空 间 另
一

侧 的建议使用
一

种额外的辅助工具 ： 组装探针且使用 这 ７ 个技巧将有助于大大提高 利

下
一

个特征处垂直向下移动 。 使用 ＺＥ Ｉ ＳＳ使用 的角度调整装置 ，
ＺＥ Ｉ ＳＳ 的 ＨｘＡ ｓ ｓ ｉ ｓ ｔ用 率 。 也就是说对高 品质测量设备 的投

ＶＡＳＴ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ性能软件包的
“

Ｆ ｌｙＳｃａｎ

”

ＸＸＴ 和 Ｒ ｘＡ ｓ ｓ ｉ ｓ ｔ ＶＡ ＳＴ 设置装置能够使资 ， 使用合适的测针 ， 会有更快速的回报 。

功能 ， 不必要进行
“

向上 、 进一步前移 、 测量工程师在组装测针系统时事半功倍 ，
Ｓｃｈｗａｂ 说 ：

“

原 因很简单 ， 如果使用廉价

向下
”

这种迂 回 ， 相反 ， 测针直接在空间更容易 、 更快速组装探针系统 。 它们不只的木轮制造赛车去 比赛 ， 比赛的失利 ， 你

上移动 ， 并继续另
一

侧的扫描 ， 不会出现是防止碰撞 ， 因为测针系统不必在设备上根本用不着感到惊讶 。

”

ｃａ

５８Ｅｌ 
现代制造 ．

Ｈｒｔ金圍 ｎ ｏ工２ ０ １ ７
－

０ ５ｍｗ ． ｖｏｇ ｅ ｌ ． ｃｏｍ ． ｃｎ


